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RESUMO

Descreve-se en linhas gerais c proje-
to e as caracter{sticas de uma fonte de al
ta tensdo (:+100_£1100V,1mA), programivel
ue vem sendo utilizada no IQ-UFRJ.

Espectroscopia, Instrumentagao, Automagao

Neste artigo, descreve-se as caracteristicas de uma fon
te de alta tensao programivel, projetada e construida no La
boratdrio de Impacto de Elétrons (LIE) do Instituto de Qui-
mica da UFRJ (IQ-UFRJ).

Daremos a seguir, uma descrigac suscinta da técnica de
espectroscopia por impacto de elitmnl. da fonte em ques-
tdo e mostraremos, finalmente, um espectro obtido atraves
do seu ﬂptigb. exemplificando assim, seu desempenho.

II. A TECNICA

A tecnica de espectroscopia por impacto de elétrons (E.
I.E.), baseia-se na observacaoc de processos de excitagao e
ionizagao de amostras gasosas ou sdlidas, decorrentes da co
lisdo com elétrons (1).

Uma de suas caracteristicas importantes & a de possibi-
litar a observagao de processos em uma ampla faixa de ener-
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gia, abrangendo desde a correspondente a regiac do visivel
até a do Ralo-X, continuamente, em um mesmc espectrometro.

h figura 1 mostra o diagrama esquemdtico de um dos es-
pectrometros construidos no LIE do IQ-UFRJ. Este aparclho
ja foi descrito anteriormente (2). Daremos aqui apenas u-
ma visao resumida de seu principio de funcionamento.
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Figura 1 - Espectrometro de Impacto de elétrons:
Diagrama esquemiatico

Um feixe de elétrons incide sobre um feixe de gas ( a-
mostra) o qual & injetado através de uma vdlvula micromé-
trica e uma agulha em uma camara de alto vacuo (10”7 Torr
sem amostra, 10~ Torr com amostra).

Apds a colisao, os elétrons espalhados sdo, para cada
@ngulo (definido em relagdo ao eixo princirpal do analisa-
dor de velocidades de elétrons) separados por energia e de
tetados por um multiplicador de elétrons.

Durante a colisaoc os elé&trons, inicialmente monoenergé
ticos,; transferem parte de sua enerqia para a amostra, pa-
ra exciti-la ou ionizd-la. En geral, os espectros mostram
intensidades associadas com grupos de elétrons cue "perde-
ram" determinadas energias. Sao portanto, chamados de "es
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pectros de perda de energia”.
- Dentro deste contexto, deve-se salientar que, para ob=-
r-se uma boa relagao sinal/ruido, & essencial que se pos
"varrer” a tensdo de alimentagao do analisador de velo-
cidades repetidamente (300 vezes, por exemplo) dentro de
. um mesmo intervalo de tensdes.
{ Isto impoe que a experiéncia seja automatizada ( dal
w a fonte programivel) e que toda a aparelhagem seja es-
~ tédvel e repetitiva durante intervalos de tempo da ordem de
 até dez horas.
-4 A fonte que apresentaremos foi projetada tendo em vis-
ta estes fatores.
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Figura 2 - Fonte de alta tensao:
Diagrama de blocos

III. DESCRIGKO GERAL

Vemos na figura 2, um diagrama em blocos da fonte em
questdo, o qual serd discutido a seguir.
4 O conversor cc-cc & a base do projeto. Escolheu-se um
~ do tipo "fly-back® pela sua caracterIstica de fornecer al-
ta tensao sob baixa corrente a partir de poucos componen-
tes. A tensdo de salda do conversor & retificada por um re
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tificador de meia onda e filtrada por um filtro em “"pi”®,
R-C. O resistor do filtro limita a corrente de curto a
um valor segurc para © conversor. A tensdo de salda, & di
vidida por um circuito amostrador, e entrogue ao amplifica
dor de erro sempre com a mesma polaridade. © amplificador
de erro, compara a amostra da tensao de salda com uma ten-
sao de referéncia interna e gera um sinal de correcac pro-
porcional a diferenga dos sinais de entrada. Este sinal &
entreque ac transistor 0s, gque por sua vez, controla a ten
sao de alimentagdoc do conversor cc-cc. A tensdo de salda
do conversor depende da carga a ele ligada e da sua tensio
de alimentacao.

Para variar-se a tensao de salda, varia-se a tensado de
referéncia interna fornecida ao amplificador de erro. Para
tornar a fonte programavel, acrescentou-se o deslocador de
nivel, que condiciona o sinal de programacac, tornando sua
variacao igual aguela proveniente da referéncia interna.

As caracteristicas principais e o desempenho da fonte
construida sido os seguintes:

- Tensao de saida : 2100 — 21100 V

- Corrente de carga mixima : 1 mA

- "Ripple” : ~ 5 mV pp

- Ruido : < 100 mV pp

- Repetibilidade a curto prazeo : #* 10 mV / 1000V

- Estabilidade: < 100 ppm / *C

- Programavel por uma tensao externa (0V=$100,10V=:1100)
= Utiliza componentes nacionais.

A figura 3 mostra um espectro de perda de energia de
eléetrons de 1000 eV da molécula de nitrogénio. Podem-se
observar diversas transigoes eletrdnicas desta molécula na
faixa do ultravioleta distante, estendendo-se atée 32 eV.

A excelente definigdo dos picos, resultante da acumula
gao repetitiva (200 varreduras) exemplifica a repetibilida
de da fonte descrita. Outras substancias tem sido estuda-
das (Hélio, Neonio, Etano, etc.) com resultados semelhan-
tes.
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Figura 3- Espectro de perda de energia de nitro-
génio a 2,0 graus e 1000 eV.

v. concLusho

Neste trabalho foram descritas as caracteristicas de

~ uma fonte de alta tensdo c.c. ($100 —21100V, 1 mA) progra

mivel e sua utilizag@o na técnica de espectroscopia por
impacto de elétrons.

Evidentemente, sua aplicac@o pode ser estendida a gual
quer outra atividade experimental em que seja necessdria a
utilizagdo de tensdes estabilizadas na faixa por ela cober
ta.
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